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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 6-2: Generic standards —
Immunity for industrial environments

FOREWORD
1) The |nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for s Z Mmprising
all nmational electrotechnical committees (IEC National Committees). e promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the elegtrical and e elds. To
this lend and in addition to other activities, IEC publishes International Standard i ifjcations,

hs “IEC
interested
nd non-

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides
Publfcation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any 1k
in the subject dealt with may participate in this preparatory work

govgrnmental orgamzatlons Ilalsmg with the IEC also partlmpate in $ closely
with ined by
agre

2) The isi icd s hearly as possjble, an
inter € en entation
from

3) IEC National
Com t of IEC
Publ for any
misi

4) In o njttees undertake to apply IEC Publications
trangparently to the maximu si heir nati and regional publications. Any divergence
betw icati 6 ing ti 3r regional publication shall be clearly ind|cated in
the Iptter.

5) IEC |provides no markipng\ proce 0 “indi its_approval and cannot be rendered responsible|for any

equipment declared to be in
6) All upers should

7) No I{ability shall a
menfbers of its tec

mployees, servants or agents including individual experts and
ational Committees for any personal injury, property dajmage or

othef hether direct or indirect, or for costs (including legal fdes) and
expq use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publ

8) Atte th ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indigp k h application of this publication.

9) Atteption™i gp.-to, the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the syibject of

patept rights: EC shal not*be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Interngtionaly'Standard IEC 61000-6-2 has been prepared by IEC technical committee 77:
Electrgmegnetic compatibility.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1999. It constitutes a
technical revision. Specific technical changes have been introduced to Tables 1 to 4. The
frequency range for tests according to IEC 61000-4-3 has been extended above 1 GHz
according to technologies used in this frequency area. The use of TEM waveguide testing
according to IEC 61000-4-20 has been introduced for certain products and the testing
requirements according to IEC 61000-4-11 have been amended significantly.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS

Report on voting

77/295/FDIS 77/298/RVD
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

120 A thaot

Th raraitt ac-daopoidad ih
e cgmmitteehas—eaeectaea—matthe

the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http:
the dafa related to the specific publication. At this date, the publication Wi

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amgnded.

9
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INTRODUCTION
IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

De&blipiiull Uf “IG CIIViIUIIIIICIIi
Clasgsification of the environment
Compatibility levels

Part 3] Limits

Emission limits

Imnpunity limits (insofar as these limits do not fall u roduct

committees)

Part 4] Testing and measurement techniques

MeIsurement techniques

Testing techniques
Part 5] Installation and mitigation guide

Installation guidelines
Mitigation methods and de

Part 6 Generic@ 2

Part 9] Miscellaneg

Each ndards
or as been
publish sh and

a Seco|
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 6-2: Generic standards —
Immunity for industrial environments

1 Scope and object

This p
appars
require
perforr

This d
produd

This s
from a

locatio

operatg

tus mtended for use in industrial
ments in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered:
ned at frequencies where no requirements are specified.

eneric EMC immunity standard is applicable if no re
t-family EMC immunity standard exists.

The ernjvi

Industri

followi
— ind
—  hed

— cun

The obj

the sd
includi

The in
apparg
may o)
disturb
those

ance .phenomena have been included for testing purposes in this standard, b
considered relevant for the equipment covered by this standard. Theg

require

C:2005

uct or

pplied
eding
justrial
battery

=

of the

ned in
ances,

nity for
| which
\lot all
Ut only
e test

ments represent essential electromagnetic compatibility immunity requirements.

NOTE 1

Information on other disturbance phenomena is given in IEC 61000-4-1.

Test requirements are specified for each port considered.

NOTE 2
NOTE 3

Safety considerations are not covered by this standard.

In special cases, situations will arise where the level of disturbances may exceed the levels specified in
this standard e.g. where an apparatus is installed in proximity to ISM equipment as defined in CISPR 11 or where
a hand-held transmitter is used in close proximity to an apparatus. In these instances, special mitigation measures
may have to be employed.
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NOTE 4 The industrial environment may be changed by special mitigation measures. Where such measures can
be shown to produce an electromagnetic environment equivalent to the residential, commercial or light-industrial
environment, then the generic standard for this environment, or the relevant product standard, should be applied.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magneffic compatibility

IEC 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Tes
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test

rement

IEC 6111000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4 rement

techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic fiefd.i

IEC 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC ¢ rement
techni:l; b

IEC 61|000-4-5, Electromagnetic co (bili - oA rement
technijl t

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compati F rement
technicly | yuency

fields

IEC 61000-4-8, Electr ¢ ili EMC) — Part 4: Testing and measufement
technicly ' etic field immunity test

IEC 61000-4-11, El watibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measufement
technijy interruptions and voltage variations immunity tests

CISPR nalti gy equipment — Radio disturbance characteristics —| Limits
and methods of meast

3 Tearms a

For th(f purposes of this document, the terms and definitions given in IEC 60050-161 as well

as the fu”uvvilly definitions app=y.

NOTE Additional definitions related to EMC and to relevant phenomena are given in other IEC and CISPR
publications.

3.1

port

particular interface of the specified apparatus with the external electromagnetic environment
(see Figure 1)

NOTE In some cases different ports may be combined.
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Enclosure port

Signal port AC power port

Apparatus

DC power port

C:2005

IEC 072/05

Figure 1 — Examples of ports

3.2

enclogure port

physic

impinge on

3.3
cable
port at

NOTE H

3.4
signal
port at

NOTE E

3.5
power
port a
operat
apparg

3.6

bl boundary of the apparatus which electromagnetic field

port
which a conductor or a cable is connected to the appara

O

xamples are signal and power ports.

port
which a conductor or cable inte

port
which a cond

long di
lines
leave

4 Peg

The v

difficultta_define Inrpr‘icp criteria for the evaluation of the immlmity test results

riety“and the diversity of the apparatus within the scope of this standard m

us

for the
to the

which

bkes it

If, as a result of the application of the tests defined in this standard, the apparatus becomes
dangerous or unsafe, the apparatus shall be deemed to have failed the test.

A functional description and a definition of performance criteria, during or as a consequence
of the EMC testing, shall be provided by the manufacturer and noted in the test report, based

on one

of the following criteria for each test as specified in Tables 1 to 4:
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a) Performance criterion A: The apparatus shall continue to operate as intended during
and after the test. No degradation of performance or loss of function is allowed below a
performance level specified by the manufacturer, when the apparatus is used as
intended. The performance level may be replaced by a permissible loss of performance. If
the minimum performance level or the permissible performance loss is not specified by
the manufacturer, either of these may be derived from the product description and
documentation and what the user may reasonably expect from the apparatus if used as
intended.

b) Performance criterion B: The apparatus shall continue to operate as intended after the
test. No degradation of performance or loss of function is allowed below a performance
level specified by the manufacturer, when the apparatus is used as mtended The

crlptlon and documentation and what the user may rea
aratus if used as intended.

C) iteri : ion i i : ction is

5

The equi k S i j i erating
mode [e.g. i ifi i imite ) is d i nt with
norma icati . i i S S i i Ximum
susceptibili i \

If the i S \ ili s, the
appars i ' nini [ i i

auxilia ( i i imi bed in
CISPR

In cag i eCi i i i ices or
measu i : ) ified. i ! , i of this
stand i i

The cqgnfi i a S 5 i i i in the test
report. ) b i i des the
most criti 9

If the gpparatus h large number of similar ports or ports with many similar connectjons, a
sufficignt,number shall be selected to simulate actual operating conditions and to ensyre that
all the [different types of termination are covered.

The tests shall be carried out at one single set of parameters within the operating ranges of
temperature, humidity and atmospheric pressure specified for the product and at the rated
supply voltage, unless otherwise indicated in the basic standard.

6 Product documentation

If the manufacturer is using his own specification for an acceptable level of EMC performance
or degradation of EMC performance during or after the testing required by this standard, this
specification shall be provided in the product documentation available to the user.
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7 Applicability

The application of tests for evaluation of immunity depends on the particular apparatus, its
configuration, its ports, its technology and its operating conditions.

Tests shall be applied to the relevant ports of the apparatus according to Tables 1 to 4. Tests
shall only be carried out where the relevant ports exist.

It may be determined from consideration of the electrical characteristics and usage of a
particular apparatus that some of the tests are inappropriate and, therefore, unnecessary. In
such a case, it is required that the decision and justification not to test be recorded in the test
report.

8 Immunity test requirements

The immunity test requirements for apparatus covered by this s on a port by
port bgsis.

Tests shall be conducted in a well-defined and reprodu

The tgsts shall be carried out individually as si 5 sequerice. The tests may be
performed in any order.

The de¢scription of the test, relevant g iate_methods, and the set-up to be

used dre given in basic standards, whig o.n the following tables.

The contents of these ba
additional information nee

standalrd.

peated here, however modificatipns or
plication of the tests are given [in this

2
ap

practical
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 6-2: Normes génériques —
Immunité pour les environnements industriels

AVANT-PROPOS

1) La fommission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mopdiale blisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natio a CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions. de n@rmali ans les
dompines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autre ctivité i es|Normes
interhationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, de écificati € ibles au
publlc (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CE}”). S i S iee a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé p L ité iciper. Les

orgahisations internationales, gouvernementales et non gouvernemer
égalgment aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organis

, participent
Normallsatlc n (ISO),

selo

2) Les mesure
du p e la CEI
intérn

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous ¢ i i i agréées
comme telles par les Comités nationaux de 2 i i e la CEI
s'as 3 onsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpréta

4) Dan$ le but d'encourager I'uniformité internati e ité i ' , toute la
mesyire possible, a applique de fagon tans s. Publicati ications
natignales et régionales. € 9 ications
natignales ou régionales co

5) La pas sa
resp

6) Toug on.

7) Aucl a ses administrateurs, employés, auxiligires ou

man X iculiers et les membres de ses comités d'études et des [Comités

natig 8] ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tqut autre
dom S directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris [les frais
de jd 568 \dé ant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toutd i

8) L'attpnti t 5 références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pubjications
réféencées € icati icati

9) L’attenti S e ‘sur [é fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’obj its~de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

resppnsable’de ne pasg’avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existende.

La normei i -6- 2té & i ité d’ : tibilité
électromagnétique.

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition parue en 1999, dont elle
constitue une révision technique. Des changements techniques spécifiques ont été introduits
dans les Tableaux 1 a 4. La gamme de fréquences applicable aux essais réalisés selon la
CEI 61000-4-3 a été étendue a 1GHz en conformité avec les technologies utilisées dans ce
domaine de fréquences. L’utilisation d’essais dans les guides d’'onde TEM conformément a la
CEI 61000-4-20 a été introduite pour certains produits et les exigences applicables aux
essais selon la CEIl 61000-4-11 ont été notablement modifiées.
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Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
77/295/FDIS 77/298/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

maint
donné

* reconduite;
* sugprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Deqcription de I'environnement
Clasgsification de I'environnement

Nivgaux de compatibilité

Partie|3: Limites

Limjtes d'émission

Limjtes d'immunité (dans la mesure ou elles ne re
Partie(4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d'essai

Partie|5: Guides d'installation et d'attén

Guifles d'installation
Méthodes et dispositi

6: Norme@ =¥

Chaqug

Partie

Partie

internaltaional

déja ete

tiret et

ités de produit

=

lormes

vi d’un
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 6-2: Normes génériques —
Immunité pour les environnements industriels

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de lIa i i INnité atiere de
compatibilité electromagnethue s'applique aux appare|ls electrlque niques
destings a étre utilisés dans des environnements industriels, tels i \ rits ci-

s de 0
sguelles

dessouys. Cette partie couvre les exigences d’immunité dans la ga
kHz a #00 GHz. Il n’est pas nécessaire de réaliser des essais aux
aucung exigence n’est spécifiée.

Cette porme générique d'immunité CEM s'applique en |'abSe : i itt CEM
applicdble spécifique a un produit ou a une famille de produ

Les appareils couverts par cette norme sont destinés a‘étre ra 3 : '‘énergie
alimenté par un transformateur haute tenS|on 0 S| S 2 a |'alimentation
d'une ['installation alimentant un site nner a
I'intérigur ou a proximité des sites norme
s'applijue également aux appareils qui S ui sont
destings a étre utilisés dans des sites |
Les environnements cou Brieurs
et extérieurs.

Les sites industriels
conditipns suiva

— appareils industri

rs des

— cor
— valg

L'objef d pations
continlies™e tiques,

pour lds appareils définis’"dans le domaine d'application.

Les engences d'immunité ont été choisies pour assurer un niveau adéquat d'immuni{é pour
les appareils utilisés sur des sites industriels Ces niveaux ne couvrent pas cependant les
cas extrémes qui peuvent apparaitre, mais avec une trés faible probabilité, sur un site
quelconque. Cette norme ne comporte pas, pour les besoins des essais, tous les
phénomeénes perturbateurs mais uniquement ceux considérés comme applicables pour les
appareils couverts par la norme. Ces exigences d'essais représentent les exigences
essentielles de compatibilité électromagnétique concernant I'immunité.

NOTE 1 Des informations sur d’autres phénomeénes perturbateurs sont fournies dans la CEI 61000-4-1.
Les exigences sont spécifiées pour chaque accées considéré.

NOTE 2 Cette norme ne traite pas des aspects de sécurité.

NOTE 3 Dans des cas spéciaux, des situations apparaitront dans lesquelles les niveaux de perturbation peuvent
dépasser les niveaux spécifiés dans cette norme, par exemple lorsqu'un appareil est installé a proximité d'un
appareil ISM tel que défini dans la CISPR 11 ou lorsqu’un émetteur portatif est utilisé trés prés d’un appareil. Dans
ces cas, il peut étre nécessaire de prendre des mesures particuliéres d’atténuation.
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NOTE 4 L'environnement industriel peut étre modifié par des moyens spéciaux d'atténuation. Lorsqu'il peut étre
démontré que ces moyens produisent un environnement électromagnétique équivalent a I'environnement
résidentiel, commercial ou a I'environnement pour [l'industrie Iégére, il convient alors d’appliquer la norme
générique pour cet environnement ou la norme de produit applicable.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 6(J050-161, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)
Compatibilité électromagnétique

Chapitre| 161:

CEIl 61000-4-2, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4{ Tech di et de
mesure¢ — Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatique

CEIl 61000-4-3, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partre h j ssai et
de melsure — Essai d’immunité aux champs électromagnétique ences
radioélectriques

CEIl 61000-4-4, Compatibilité électromagnétique ssai et
de me$ure — Essai d'immunité aux trapsitoires/éle

CEI 61000-4-5, Compatibilité électromagnétiqt . 9 i et de
mesurg¢ — Section 5: Essai d'immunité

CEI 61000-4-6, Compatibjli ssai et

de mesure - Im
électrgmagnétiques

conduites induites par les dghamps

CEI 61000-4-8, p alect gnetfique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et de
mesurg¢ — Section 8: ~ )

CEIl 61000-4-11: 6 6 omagnétique (CEM) — Partie 4-11: Techniques d'essai et
de mesure imnA aux creux de tension, coupures bréves et variatipns de
tensiom

CISPR 22,

A de’ traitement de linformation — Caractéristiques des perturbations
radioélectrique

ites et méthodes de mesure

3 Tenrmes-et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans la CEIl 60050-
161, ainsi que les suivants, s’appliquent.

NOTE D’autres définitions relatives a la compatibilité électromagnétique (CEM) et aux phénomenes qui s’y
rattachent figurent dans d’autres publications de la CEl et du CISPR.

3.1

acces

interface particuliére de I'appareil spécifié avec I'environnement électromagnétique extérieur
(voir la Figure 1)

NOTE Dans certains cas, différents accés peuvent étre combinés.
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Acces par I'enveloppe

Accés par les bornes de Acceés par les bornes
signaux d'alimentation
en courant alternatif

Appareil

Accés par les bornes
d'alimentation
en courant continu

3.2

acces
frontie
rayonn

3.3

72/05

Figure 1 — Exemples d'acceés

par I'enveloppe
e physique de l'appareil a travers laquelle les ¢
er ou a laquelle ils peuvent se heurter

gnétiques p|

acces

NOTE

3.4

point
I'appa

NOTE A
donnéeq

3.5

acces
point g
au fon

3.6
lignes
lignes
d’'une
installd

accésipar les bornes de

par le cable

uquel un conduct
eil.

titre d’exemple,
; les résea @

de puissar

ctionne ou d'appareils associés est relié a I'appareil

euvent

ecté a

bus de

dble transportant I'énergie électrique primaire nécessaire

de g
raccordée J accés par les bornes de sighaux et qui a I'intérieur d’'un batimept sont
ongueur supéfieure a 30 m, ou qui sortent du batiment (y compris les ligngs des

tions a I'extérieur)

4 Critéres d’aptitude a la fonction

La variété et la diversité des appareils couverts par le domaine d'application de cette norme
rendent difficile la définition de critéres précis pour I'évaluation des résultats des essais
d'immunité.

Si l'appareil devient dangereux ou non sdr suite a l'application des essais définis par la
présente norme, il doit étre considéré comme n'ayant pas satisfait a I'essai.

Une description fonctionnelle et une définition des critéres d'aptitude a la fonction, pendant
ou aprés les essais de CEM, doivent étre fournies par le fabricant et notées dans le rapport
d'essai sur la base d'un des critéres suivants pour chaque essai comme spécifié dans les
Tableaux 1 a 4:
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a) Critére d'aptitude A: L'appareil doit continuer a fonctionner comme prévu pendant et
aprés l'essai. Aucune dégradation du fonctionnement ou perte de fonction n'est autorisée
au-dessous du niveau d'aptitude spécifié par le fabricant lorsque I'appareil est utilisé
comme prévu. Le niveau d'aptitude peut étre remplacé par une perte d'aptitude
admissible. Si le niveau minimal d'aptitude ou la perte d'aptitude admissible n'est pas
spécifié par le fabricant, ils peuvent étre déduits de la description et de la documentation
du produit et de ce que l'utilisateur est raisonnablement en droit d'attendre de I'appareil
s'il est utilisé comme prévu.

b) Critére d'aptitude B: L'appareil doit continuer a fonctionner comme prévu apres l'essai.
Aucune dégradation du fonctionnement ou perte de fonction n'est autorisée au-dessous
du nlveau d' aptltude specme par le fabrlcant lorsque Iapparell est utlllse comme prévu.

d ti

I'egsai, une dégradation de fonctionnement est toutefois autorisée. Aucune modl ication
du|mode de fonctionnement en cours ou des données mémorisée isée. Sile
niveau minimal d'aptitude ou la perte d'aptitude admissible n'e ecifié [par le
fabricant, ils peuvent étre déduits de la description et de la do e C duit et
de|ce que l'utilisateur est raisonnablement en droit d'attend a st utilisé
comme prévu.

c) Critére d'aptitude C: Une perte de fonction tempora b cette
fonjction soit auto-récupérable ou puisse étre rétablie intey ur les
cofmmandes.

5 Cohnditions pendant lI'essai

L'appalreil doit étre soumis aux essais i ement réputé conduire a la

susceptibilité la plus grande, identifié \par “exe S 2alie 3limjinaires

limités| Ce mode doit étre en cohéreng varier
la copfiguration de I'échantillon ximale
correspondant aux applica

Si l'appareil fait partie il doit

étre essayé connecté 3 confi i esentative minimale d'appareils auXiliaires

permettant I'ess@x ) i

Dans |Je cas ou la res de

protection externg $sai de

cette tection
externe

La conffig de fonctionnement utilisés au cours des essais doivent étrg¢ notés

avec précisi s e rapport d'essai. Il n'est pas toujours possible d'essayer toujes les

fonctions d il; , le ou les modes de fonctionnement Igs plus

Si l'ap i posseds : : grand
nombre de connexions analogues on d0|t choisir un nombre suffisant dentre eux pour
simuler les conditions de fonctionnement réelles et pour s'assurer que tous les types de
terminaison sont couverts.

Les essais doivent étre effectués au niveau d’un ensemble unique de parameétres dans les
plages de fonctionnement de température, d’humidité et de pression atmosphérique
spécifiées pour le produit et a la tension assignée d’alimentation, sauf indication contraire
dans la norme fondamentale.

6 Documentation du produit

Si le fabricant utilise sa propre spécification pour obtenir un niveau acceptable de
compatibilité électromagnétique ou de dégradation de la compatibilité électromagnétique,
pendant ou aprés les essais prescrits par la présente norme, cela doit étre indiqué dans la
documentation destinée aux utilisateurs.
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L'application des essais pour I'évaluation de I'immunité dépend du type particulier d'appareil,
de sa configuration, de ses acceés, de sa technologie et de ses conditions de fonctionnement.

Les essais doivent étre appliqués aux accés appropriés de l'appareil conformément aux
Tableaux 1 a 4. Ces essais ne doivent étre effectués que lorsque les accés correspondants
existent.

Il peut étre déterminé a partir de I'étude des caractéristiques électriques et de l'usage d'un
appareil particulier que certains des essais sont inappropriés et, par conséquent, inutiles.

des a

La deg
du mo

tablealix suivants.

Le con
ou des
dans c

tenu de ces no

informations @
ette norm@

notées

norme

S uns

ées et
ns les

est pas répété ici; cependant des modifigations
I’application pratique des essais sont données
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